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1. はじめに 

高温超伝導体の低いマイクロ波損失を利用

してハイパワー超伝導フィルタ[1]等のマイク

ロ波デバイスの実用化が検討されている。また、

磁場中における低い RSの応用として NMR 用

検出コイルの研究が成されている。これらのマ

イクロ波デバイスの実現には精密な RS測定に

よる有用性の高い材料の選定が重要である。特

にNMR[2]用検出コイル等の強磁場中で用いる

デバイスの設計・試作には HTS 薄膜の磁場中

での RS値を知ることが重要である。従来、エ

レクトロニクス用の薄膜として E-type YBCO

薄膜が用いられてきたが比較的安価な M-type 

YBCO 薄膜でもグレインサイズとパターンの

線幅からNMR用検出コイルとして用いること

ができる可能性がある。そこで、本研究では

M-type及び E-type YBCO薄膜の磁場中の RS測

定と比較を行ったので報告する。 

2. 実験方法 

超伝導薄膜の RS測定は誘電体共振器法を用

いて行った[3]。測定周波数は 21.8 GHz である。

磁場中 RS測定は膜面に垂直に磁場を 0 T～5 T

まで印加した。 

3. 実験結果及び考察 

Fig. 1 に M-type YBCO薄膜の零磁場・磁場

中における温度特性を示す。YBCO 薄膜の RS

値は磁場を印加するに伴い上昇した。Fig. 2に

M-type YBCO 及び E-type YBCOの 0 T で正規

化した RS値の磁場特性を示す。低磁場中では

M-typeの方が RS値の上昇が少なく、全体とし

て E-type の方が RS値は低いが M-type, E-type

のどちらも磁場に対する RS値の上昇の傾向は

ほとんど同じであり、M-type YBCO が NMR用

検出コイル用 HTS 薄膜として有効であること

がわかった。 

詳細については当日の講演にて述べる。 
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Fig. 1. Temperature dependence of the RS of the M-type 

YBCO films in a zero magnetic field and in a dc 

magnetic field at 21.8 GHz. 

10
0

10
1

10
2

-1 0 1 2 3 4 5 6

R
S
/R M-type

R
S
/R E-type

R
S
(B

) 
/ 
R

S
(0

 T
)

DC magnetic field B [T]

M-type f
0
 = 21.8 GHz, T = 7.2 K

E-type f
0
 = 21.8GHz, T = 4.5 K

 
Fig. 2. Dc magnetic field dependence of the RS ratio, 

defined as RS(5T)/RS(0T) of the M-type and E-type 

YBCO thin films at 21.8 GHz. 
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